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摘要(译)

一种为了在校正液晶显示器件的光栅缺陷时能够有效和高速的消除定向
层的定向特性的光栅缺陷校正方法。通过以一个激光束扫描定向层而破
坏该定向层的槽的规律性，该激光束的光束形状的纵方向正交于该定向
层的槽的方向。一个定向层的槽方向被形成为45度，且另一个定向层的
槽方向被形成为135度时，该光束形状和光束能量依据该激光束的扫描进
程而被控制。进一步地，该激光束既从滤色器侧、也从经液晶层与之对
置的阵列基底侧(TFT侧)照射定向层。
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